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Objectifs
* Analyser les données acquises durant la sortie de terrain
* Déterminer la structure du remplissage (vitesses, épaisseurs)
e Définir la précision des mesures et des résultats

(1) Syntheése des mesures
* Résumer la méthode et le protocole d’acquisition (pourquoi, quoi, comment)
* Etablir un tableau de synthese
o Types de mesures
o Caractéristiques (durée, espacement, etc.)
o Problemes et limitations
* Etablir une carte annotée et légendée des mesures

(2) Traitement des données de sismique active (ondes P)
Analyse des ondes P directes et réfractées pour établir :
* Au minimum, la vitesse V1 de la premiéere couche en surface
* Sipossible, I'épaisseur e de la premiere couche et la vitesse V de la deuxiéme
couche (et des autres couches plus profondes ?777?)
* Quelle précision avez-vous dans ces estimations ?
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(3) Traitement des données de sismique passive (ondes de surface)

Analyse des ratios H/V pour établir :
* La(les) fréquence(s) du (des) pic(s) d’amplification

* En combinant avec la sismique active, I'épaisseur de la (des) couche(s)

* Quelle précision avez-vous dans ces estimations ?

e Les données de sismique active et passive sont-elles compatibles ?
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Pour un pic d’amplification : fo x Vs / 4H

NB. Le pic
d’amplification Ao a la
fréquence fo est robuste
Si:

* Les spectres Hz et Vt
« forment un ceil »

* A() >2

* Ap > A(f), 4f0 >f> f0/4-
* Largeur en fréquence
dupic(x0)=fo 5%

* Vs : vitesse des ondes de cisaillement (Rayleigh) ~ 0.4 * Vp

“H : épaisseur de la couche



